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Beschreibung
GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung bezieht sich generell auf eine
automatische Prufeinrichtung und spezieller auf eine
Stromversorgung hoher Geschwindigkeit und Ge-
nauigkeit zur Verwendung mit einem Halbleiterprif-
gerat, um einem Hochgeschwindigkeitsmessobjekt
(DUT/Device-Under-Test) prazise Spannungspegel
bereitzustellen.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Die Herstellung von Halbleiter-Bauelemen-
ten umfasst typisch Priifprozesse auf sowohl der Wa-
fer- als auch der Kompaktbauelementebene. Die
Prifung wird normalerweise durch eine automatische
Prifeinrichtung (ATE) durchgefiihrt, die eine Reihe
von Betriebsbedingungen simuliert, um die Funktio-
nalitat jedes Bauelements zu verifizieren. Wie auf
dem Fachgebiet gut bekannt ist, benétigen Halblei-
ter-Bauelemente generell eine Stromquelle, um zu
funktionieren.

[0003] Eine Funktion, welche die ATE haufig durch-
fuhrt, involviert die Lieferung von Strom an die Mess-
objekte (DUTs). Dies wird typisch durch eine Messob-
jekt-Stromversorgung ausgefiihrt, die im Prifgerat
montiert ist. Die Stromversorgung fihrt auRerdem die
Doppelfunktion der Messung des Stroms durch, den
sie an das Messobjekt liefert. Dies umfasst Strom-
messungen unter einer Reihe von Bedingungen.
Folglich wird die Stromversorgung periodischer Kali-
brierung unterzogen, um Prazision und Genauigkeit
Uber einen Zeitraum beizubehalten.

[0004] Konventionell involviert das Kalibrieren der
Strommessschaltung fir eine Messobjektstromver-
sorgung die Verwendung von Komponenten des ,Na-
tional Institute for Standards Traceability (NIST)", um
die Kalibrierzunahmewerte und Kalibrieroffsetwerte
zu erstellen. Die Standards umfassen typisch be-
kannte Prazisionswiderstande, die auf einer kunden-
spezifischen Kalibrier-Gerateschnittstellenplatte
(DIB) montiert sind. Eine Kalibrier-Gerateschnittstel-
lenplatte ist nicht Teil des Prifgerats, sondern eher
eine Leiterplattenbaugruppe fir eine Bauele-
ment-Handhabungsvorrichtung (oder einen Prif-
kopf), die sich an das Priifgerat kuppeln lasst. Der
Stromversorgungsstrom wird durch die kundenspezi-
fischen Gerateschnittstellenplatten-Widerstande ge-
trieben und die Spannung tber die Widerstande wird
mittels eines Voltmeters gemessen, das NIST erfillt.
Der, aus der gemessenen Spannung und den ge-
messenen Widerstanden berechnete, Stromwert
wird dann mit dem Stromwert verglichen, der durch
die Strommessschaltung bestimmt wurde, die der
Stromversorgung innewohnt. Die Differenzen werden
identifiziert und Kalibrierausdriicke generiert, um fir

erkannte Differenzen zu kompensieren.

[0005] Obwohl dieses Verfahren flir seine beabsich-
tigten Anwendungen generell gut arbeitet, involviert
die Verwendung der kundenspezifischen Kalibri-
er-Gerateschnittstellenplatte, um die Stromversor-
gungs- Strommessschaltung zu kalibrieren, ein "Ab-
docken" des Prifgerats von der Messobjekt-Handha-
bungsvorrichtung oder vom Prifkopf, um den Aus-
bau und das anschlieBende Ersetzen der Produkti-
ons-Gerateschnittstellenplatte zu bewirken. Dies
kann ein zeitraubender Vorgang sein und verursacht
haufig einen Produktivitatsverlust in einer Fertigungs-
prifumgebung.

[0006] AufRer der Notwendigkeit periodischer Kalib-
rierung wird eine Messobjektstromversorgung haufig
Validierungsverfahren unterzogen, um einen akzep-
tablen dynamischen Betrieb sicherzustellen, bevor
sie in Produktionsgerateprifung verwickelt wird. Vali-
dierung involviert generell Schritte zum bestatigen,
dass die Stromversorgung den erforderlichen Strom
generiert, die Arbeit wie erwartet unter einer breiten
Palette dynamischer Konditionen ausfiihrt und Stabi-
litat beibehalt. Ahnlich wie die oben beschriebenen
Kalibrierverfahren, benutzen konventionelle Validie-
rungsverfahren typisch die Verwendung einer kun-
denspezifischen Gerateschnittstellenplatte. Aus den,
in Bezug auf kundenspezifische Gerateschnittstellen-
platten, erlauterten Griinden ist ein Abdocken des
Prifgerats, um eine kundenspezifische Validie-
rungs-Gerateschnittstellenplatte zu benutzen, glei-
chermallen unerwiinscht.

[0007] Das US-Patent 5710701 offenbart eine
selbsttestende Stromversorgung fur eine elektroni-
sche Anwendungslastschaltung, die ein Priifgerat zur
Simulierung von Laststrom Uber Leistungsausgange
einschliel3t und auf die Korrektur der Stromversor-
gung an eine externe Stromquelle anspricht.

[0008] Das US-Patent 6087843 offenbart ein Halb-
leiterprifgerat, das eine Stromversorgung umfasst.

[0009] Was gebraucht wird und bisher nicht verflg-
bar ist, ist eine hochgenaue Messobjektstromversor-
gung, die fahig ist die Kalibrierungs- und Validie-
rungsprobleme anzugehen, ohne das Prufgerat ab-
docken zu mussen. Die Messobjektstromversorgung
der vorliegenden Erfindung erfillt diese Notwendig-
keit.

[0010] Die vorliegende Erfindung stellt einen, wie in
Anspruch 1 definierten, Stromversorgungskreis, ein,
wie in Anspruch 13 definiertes, Kalibrierverfahren
und ein, wie in Anspruch 14 definiertes, Validierungs-
verfahren bereit.

[0011] Die Messobjektstromversorgung der vorlie-
genden Erfindung stellt einen Weg bereit eine Mess-
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objektstromversorgung praktisch und kostenwirksam
zu kalibrieren und zu validieren, ohne das Priifgerat
von der Messobjekt-Handhabungsvorrichtung oder
vom Prifkopf abdocken zu missen. Dies minimiert
die Prufgeratausfallzeit, was folglich den Bauele-
mentdurchsatz fur Halbleiterhersteller maximiert.

[0012] Um die vorgenannten Vorteile zu realisieren,
umfasst eine Ausflihrungsform eine Stromversor-
gung zur Verwendung mit einem Halbleiterprifgerat
zum Speisen eines Messobjekts. Die Stromversor-
gung umfasst ein Gehduse und Leistungsschaltung,
die im Gehause angeordnet ist, um Leistung fiir das
Messobjekt zu generieren. Interne Lastschaltung ist
im Gehause angeordnet und an die Leistungsschal-
tung gekoppelt, um die elektrische Last eines Mess-
objekts auf die Stromversorgung selektiv zu simulie-
ren.

[0013] In einer weiteren Ausfiihrungsform umfasst
die Erfindung automatische Prifeinrichtung zum Pri-
fen eines Messobjekts. Die automatische Prifaus-
ristung umfasst eine Computer-Workstation und ei-
nen Prifkopf, der an die Computer-Workstation ge-
koppelt ist. Die Prifeinrichtung umfasst weiter eine
Stromversorgung fir das Messobjekt, die ein Gehau-
se und eine Leistungsschaltung umfasst, die im Ge-
hause angeordnet sind, um Leistung fiir das Messob-
jekt zu generieren. Interne Lastschaltung ist im Ge-
hause angeordnet und an die Leistungsschaltung ge-
koppelt, um die elektrische Last eines Messobjekts
auf die Stromversorgung selektiv zu simulieren.

[0014] Andere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden anhand der folgenden aus-
fuhrlichen Beschreibung offenkundig, wenn sie im
Zusammenhang mit den zugehdrigen Zeichnungen
gelesen wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Die Erfindung wird mit Bezugnahme auf die
folgende ausfiihrlichere Beschreibung und zugehori-
gen Zeichnungen besser verstanden werden, in de-
nen

[0016] Fig.1 ein Blockdiagramm eines Halbleiter-
prufgerats gemaf einer Ausflihrungsform der vorlie-
genden Erfindung ist;

[0017] Fig. 2 ein Blockdiagramm einer Messobjekt-
stromversorgung geman einer Ausfihrungsform der
der vorliegenden Erfindung ist;

[0018] Fig. 3 ein Blockdiagramm der Kalibrierungs-
und Validierungsschaltung ist, die in der Lastleiter-
platte der Abb. 2 verwendet wird; und

[0019] Eig. 4 ein Blockdiagramm einer Messobjekt-
stromversorgung geman einer zweiten Ausfiihrungs-

form der der vorliegenden Erfindung ist;

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFUHRUNGSFORM

[0020] Mit Bezugnahme auf Fig. 1 Iasst sich die
Messobjektstromversorgung der vorliegenden Erfin-
dung, die generell mit 30 bezeichnet ist, fur Verwen-
dung von automatischer Prifeinrichtung anpassen,
die generell mit 10 bezeichnet ist. Die Stromversor-
gung implementiert "on-tester" Lastschaltung 36
(Fig. 2 und Fig. 3), um Kalibrierungs- und Validie-
rungsprozesszeiten zu minimieren. Durch Bereitstel-
lung von "on-tester" Lastschaltung, die der Messob-
jektstromversorgung verfiigbar ist, werden kostspieli-
ge Hardwaremodifikationen fir Kalibrierungs-/Vali-
dierungsverfahren vermieden.

[0021] Unter weiterer Bezugnahme auf Fig. 1 um-
fasst die automatische Prufeinrichtung bzw. ATE 10
generell eine Computer-Workstation 12, die sich tber
ein Kabelbindel 16 an einen Prifkopf 14 koppeln
I&sst. Der Prifkopf beherbergt eine Mehrheit von Ka-
nalkarten (nicht gezeigt) und Stromversorgungslei-
terplatten 30 (nur eine Leiterplatte gezeigt) in relativ
nachster Nahe zum Messobjekt 40. Das Messobjekt
lasst sich auf eine Produktions-Gerateschnittstellen-
platte (DIB) 18 montieren, die Uber eine Prifge-
ratschnittstelle (nicht gezeigt) mit dem Prifkopf in
Verbindung ist. Die Prifgeratschnittstelle stellt eine
Zwischenverbindung des Signals, Erdung und Leis-
tungspfade zwischen der automatischen Prifeinrich-
tung (ATE) und dem Messobjekt (DUT) bereit.

[0022] Mit Bezugnahme auf Fig.2 umfasst eine
spezifische Ausfihrungsform der Messobjektstrom-
versorgung 30, die interne Kalibrierungs-/Validie-
rungsschaltung der vorliegenden Erfindung verwen-
det, eine digitale Schaltung 32, eine Leistungsschal-
tung 34, eine interne Leistungsschaltung 36 und eine
Verstarkerschaltung 50. Die digitale Schaltung 32
stellt eine Digital-Analog-Steuerschnittstelle zwi-
schen dem Prifgerat und der Messobjektstromver-
sorgung bereit. Die Leistungsschaltung 34 nimmt, in
einer Ausfihrungsform, die Form eines rauscharm
schaltenden GS-GS-Umsetzers an.

[0023] Mit Bezugnahme auf Fig. 2 und Fig. 3 kon-
nen die digitale Schaltung 32, die Leistungsschaltung
34 und die Verstarkerschaltung 50 der Fig. 2 zusam-
men als eine Ausfihrungsform einer Leistungsgene-
rierschaltung 60 (in Phantom) fir die Zwecke der vor-
liegenden Erfindung betrachtet werden. Unter weite-
rer Bezugnahme auf Fig. 3 ist eine Strommessein-
heit 62 an die Leistungsgenerierschaltung gekoppelt,
um der Leistungsschaltung genaue und prazise
Stromausgangsinformation bereitzustellen, um richti-
ge Regelung unter variierenden Lasten und Betriebs-
bedingungen zu bewirken.
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[0024] Weiter auf Fig. 3 Bezug nehmend umfasst
die "on-tester" Lastschaltung 36 vorzugsweise eine
interne Kalibrierschaltung in Form einer aktiven Last
70 und eine interne Validierungsschaltung, die eine
WS-Last 80 und eine kapazitive Last 82 umfasst. In
einer Ausfihrungsform umfasst die aktive Last eine
Mehrheit von FET-Transistoren FC1-FCN, die paral-
lel geschaltet gekoppelt sind. Jeder Transistor wird
Steuerschaltung C1-Cn geregelt, um konsistenten
und stabilen Betrieb durch variierende Temperaturen
und andere Parameter beizubehalten. Schaltschal-
tung in Form einer Mehrheit von Schaltern
SW1-SWS5 ersetzt das Messobjekt 40 selektiv fur die
aktive Last 70 Gber den Leistungsschaltungsausgang
als Reaktion auf Softwaretreiberbefehle. In einer be-
vorzugten Ausfuhrungsform werden die aktive Last
70, die WS-Last 80 und die kapazitive Last 82 an eine
NIST-verfolgbare Stromquelle | gekoppelt.

[0025] Zum Kalibrierten der Strommesseinheit 62
fur die Stromversorgung wird die aktive Last 70 zu-
erst mithilfe der NIST-verfolgbaren Stromquelle | ka-
libriert. Der prazise Wert der Stromquelle wird in ei-
nem nichtfliichtigen RAM-Speicher 64 gespeichert.
Der prazise bekannte Stromwert, beispielsweise
1.000 Ampere, wird in Reihenfolge an jedem FET
(Feldeffekttransistor) der aktiven Last angewandt.
Spannungsmessungen werden zum Beispiel an den
Klemmen T1 und T2 (durch NIST-verfolgbare Span-
nungsmessschaltung, nicht gezeigt) genommen und
mit dem bekannten Strom in Ubereinstimmung mit
dem ohmschen Gesetz kombiniert, um den prazisen
Widerstandswert fir jeden FET-Transistor zu bestim-
men.

[0026] Sobald die aktiven Lastwiderstande fir die
FETs FC1-FCN bekannt sind, kdnnen sie dann indi-
viduell, oder in Kombination, als Kalibrierlasten fir
die Strommesseinheit 62 aktiviert werden. Fur eine
beliebige gegebene Last kénnen Spannungsmes-
sungen genommen werden (wiederum mithilfe der
nicht gezeigten Spannungsmessschaltung), um den
Ausgangsstrom (mittels des grundlegenden ohm-
schen Gesetzes) zu bestimmen. Diese Messung
wird, zusatzlich zu den Ablesungen von der Strom-
messeinheit selbst, vorgenommen. Die gemessenen
Stromwerte werden dann verglichen. Kalibrieroffsets
und Verstarkungsfaktoren werden dann berechnet
und in einem Kalibrierspeicher (nicht gezeigt) fur
kiinftige Strommessungen gespeichert, die von der
Stromversorgungsschaltung wahrend normaler Bau-
elementpriifung gemacht wurden.

[0027] Diese Kombination von Schaltung und Pro-
zess erzielt eine NIST-verfolgbare Kalibrierung
Strommesseinheit 62 fir die Stromversorgung ohne
das Prifgerat (oder den Prifkopf) vom Prifkopf oder
einer Handhabungsvorrichtung wahrend seiner nor-
malen Betriebsbedingungen abdocken zu mussen.

[0028] Unter weiterer Bezugnahme auf Fig. 3 emu-
lieren die WS-Last 80 und die kapazitive Last 82 die
dynamischen Laststrome, die der Stromversorgung
durch die Aktivitat des Messobjekts und die Volumen-
kapazitanz prasentiert werden, die auf der Gerate-
schnittstellenplatte (DIB) vorhanden sind, um Span-
nungsabfall zu minimieren, indem dem Messobjekt
unverzogerter Strom zugefihrt wird. Durch Ein- und
Ausschalten verschiedener Zahlen von
Last-FET-Schaltern auf eine dynamische Weise kann
die variierende Last des Messobjekts emuliert wer-
den. Durch Einschalten verschiedener Zahlen von
Kondensatoren wird die Fahigkeit der Stromversor-
gung verifiziert, die verschiedenen Lastwiderstéande
zu treiben. Validierungsverfahren sind sehr er-
wiinscht, bevor das Priifgerat in eine Fertigungsum-
gebung platziert wird.

[0029] Die WS-Last 80 umfasst vorzugsweise einen
Satz dynamischer Lasten einschlieRlich Widerstande
R1-Rn, um die Strompegel ein zustellen und FETs
FV1-FVN, die selektiv aktiviert werden, um einen
Pfad von der Stromversorgung zu den Lastwider-
stéanden bereitzustellen. Durch Implementieren meh-
rerer parallel geschalteter Widerstande/FETs kénnte
der Strompegel variiert werden. Ebenso umfasst die
kapazitive Last 82 eine Mehrheit von FETs
F2V1-F2VN, die selektiv jeweilige Kondensatoren
C1-CN zuschalten. Die kombinierte Verwendung die-
ser zwei Stromkreise erlaubt der Last, eine breite Pa-
lette von Prifzustanden fir das Messobjekt und die
Gerateschnittstellenplatte mit einer breiten Palette
von Stromen und Lastimpedanzen zu emulieren.

[0030] Einer der herausfordernden Gesichtspunkte,
wenn sich die Lastschaltung 36, wie oben beschrie-
ben, im Prifkopf der automatischen Prifeinrichtung
befindet, ist, dass sich, im Gegensatz zu Validie-
rungsplanen, die auf externen Gerateschnittstellen-
platten beruhen, die tatsachlichen Schnittstellen-Pa-
rasitarelemente zu einer Gerateschnittstellenplatte
nicht im Validierungslastpfad befinden. Folglich kénn-
te die Performance der automatischen Prifeinrich-
tungsversorgung, bei Treiben einer Last durch die
"in-tester" Parasitarelemente, nicht voll validiert sein.
Weiter kdnnte die Qualitat des Pfads von der automa-
tischen Prifeinrichtungstromversorgung zum Mess-
objekt nicht voll verifiziert sein. Der Erfinder ist die
moglichen Herausforderungen mit einer einzigartigen
Modifikation, wie nachstehend beschrieben, ange-
gangen.

[0031] Indem jetzt auf Fig.4 Bezug genommen
wird, werden die obigen Herausforderungen durch
Bereitstellen einer automatischen Prifeinrichtungs-
stromversorgung 100 gelindert, die zwei Stromver-
sorgungseinheiten umfasst, namlich Stromversor-
gung A 90 und Stromversorgung B 92. Die Versor-
gungen koénnen individuell oder parallel geschaltet
betrieben werden. Fir jede Versorgung werden je-
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weilige interne Lasten 94 und 96 bereitgestellt. Die
Lasten gleichen in der Konstruktion den friher be-
schriebenen selektiv geschalteten WS- und kapaziti-
ven Lasten und bedurfen keiner weiteren Beschrei-
bung.

[0032] Unter weiterer Bezugnahme auf Fig. 4 sind
beide Versorgungen Uber separate Pfade 91, 93 (fur
Stromversorgung A 90) und 95, 97 (flr Stromversor-
gung B 92) mit dem Messobjekt 40 verbunden. Die
Verbindungen ermdglichen Antreiben der Pfade zur
Gerateschnittstellenplatte 18 von einer Stromversor-
gung (beispielsweise Stromversorgung A) und An-
schlieRen der Last 96, die mit der anderen Versor-
gung assoziiert ist, (Stromversorgung B) an den Pfad
jener Versorgung zur Gerateschnittstellenplatte. An
dieser Stelle umfasst der Pfad von der gesamten
kombinierten Stromversorgung zur Last die Parasi-
tarelemente von der ersten Versorgung zur Gerate-
schnittstellenplatte und aul3erdem die Parasitarele-
mente von der Gerateschnittstellenplatte zurtick zur
Last, die mit der zweiten Stromversorgung assoziiert
sind. Somit kéonnten die Verbindungsparasitarele-
mente und die Fahigkeit der Stromversorgung, Strom
richtig durch diese Parasitarelemente zu liefern, veri-
fiziert werden.

[0033] AnschlieBend an Kalibrierung und Validie-
rung werden die Kalibrierungs- und Validierungslas-
ten 70, 80 und 82 (Fig. 3) durch die Schaltschaltung
Swa-Swe deaktiviert und das Messobjekt (DUT) 40
wird in den Stromversorgungskreis geschaltet. An
dieser Stelle ist die Stromversorgung fiir die Gerate-
prufung bereit, wo genaue Strommessungsfahigkeit
kritisch wichtig ist.

[0034] Fachleute werden die zahlreichen Nutzen
und Vorteile erkennen, die durch die vorliegende Er-
findung geboten werden. Von besonderer Wichtigkeit
ist die "in-tester" Lastschaltung, die die Eliminierung
irgendwelcher Abdockverfahren ermoglicht, die mit
dem Kalibrierungs- und Validierungsprozess verbun-
den sind. Durch Eliminieren der Abdockungsschritte
werden wesentliche Einsparungen an Durchsatz und
Zeit, die mit Kalibrierung und Validierung assoziiert
sind, vom Hersteller von Halbleiterbauelementen
realisiert.

[0035] Obwohl die Erfindung insbesondere mit Be-
zug auf deren bevorzugte Ausflihrungsformen ge-
zeigt und beschrieben worden ist, wird von Fachleu-
ten erkannt werden, dass verschiedene Anderungen
beziglich Form und Detail darin vorgenommen wer-
den kénnen, ohne vom Umfang der Erfindung abzu-
weichen. Obwohl, beispielsweise, die vorliegende Er-
findung im Detail fir Verwendung in Anwendungen
auf Kompaktbauelementebene beschrieben worden
ist, kénnten kleine Modifikationen vorgenommen
werden, um die Stromversorgung in Wafer- bzw.
Scheibenprifungsanwendungen zu benutzen. In sol-

chen Anwendungen nehmen Gerateleiterplatten die
Form von Priifkarten an. Uberdies ist die Implemen-
tierung von FET-Transistoren speziell zur Verwen-
dungin "in-tester" Lastkreisen der vorliegenden Erfin-
dung identifiziert. Obwohl FETs bevorzugt werden, ist
zu verstehen, dass jeder Typ von "in-tester" Lasten,
einschliel3lich diskreter Widerstdnde und anderer
Formen von Transistortechnologien, im Umfang der
vorliegenden Erfindung liegen.

[0036] Auflerdem bezieht sich die Beschreibung
hierin haufig auf "in-tester" als innerhalb des Prifkop-
fes befindlich. Obwohl dies als im Umfang der vorlie-
genden Erfindung liegend erachtet wird, kénnten die
"in-tester" Lasten irgendwo im Prufgerat, einschlief3-
lich des Hauptrahmens und/oder dem Stromversor-
gungsgehause platziert werden.

Patentanspriiche

1. Stromversorgungsschaltung (30) zur Verwen-
dung in einem Halbleiterpriifgerat (10) zum Speisen
eines Messobjekts bzw. Device-Under-Test (40), wo-
bei die Stromversorgungsschaltung umfasst:
Stromerzeugungsschaltung (60) mit einem Ausgang
zum Erzeugen von Strom fiur das Messobjekt (De-
vice-Under-Test);

Strommessschaltung (62), und

Lastschaltung (36), die selektiv an den Stromerzeu-
gungsschaltungsausgang (60) gekoppelt und in der
Stromversorgungsschaltung (30) angeordnet ist, um
die elektrische Last eines Messobjekts selektiv auf
die Stromversorgung zu simulieren und dadurch dem
Halbleiterprifgerat zu erlauben, die Stromerzeu-
gungsschaltung (60) unter Verwendung der Strom-
messschaltung (62) zu validieren und/oder mithilfe
einer externen Referenz, die Strommessschaltung zu
kalibrieren.

2. Stromversorgungsschaltung nach Anspruch 1,
wobei die Lastschaltung (36) Kalibrierschaltung (70)
fur die Kalibrierung von Strommessschaltung um-
fasst.

3. Stromversorgungsschaltung nach Anspruch 2,
wobei die Kalibrierschaltung (70) eine aktive kapazi-
tive Last umfasst.

4. Stromversorgungsschaltung nach Anspruch 3,
wobei die aktive kapazitive Last eine Mehrheit von
FETs (Feldeffekttransistors) umfasst, die parallel an-
geordnet sind, um selektiv zu kooperieren und veran-
derlichen Widerstand bereitzustellen.

5. Stromversorgungsschaltung nach Anspruch 3,
die eine NIST-rickverfolgbare Stromquelle (I) um-
fasst, die selektiv an die aktive kapazitive Last gekop-
pelt ist.

6. Stromversorgungsschaltung nach einem belie-
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bigen vorhergehenden Anspruch, umfassend:

ein Stromversorgungsgehause (14);

die Stromerzeugungsschaltung (60) und die Last-
schaltung (36), die innerhalb des Stromversorgungs-
gehauses angeordnet ist.

7. Stromversorgungsschaltung nach einem belie-
bigen vorhergehenden Anspruch, wobei:
Die Stromerzeugungsschaltung (60) erste und zweite
Stromversorgungseinheiten (90, 92) umfasst, die pa-
rallel angeordnet sind und jeweilige Ausgange ha-
ben, wobei jede Stromversorgungseinheit jeweilige
Kraft- und Messleitungen aufweist, die an das Mess-
objekt (Device-Under-Test) gekoppelt sind; und
die Lastschaltung (36) erste und zweite Lastschaltun-
gen (94, 96) umfasst, die den ersten und zweiten
Stromversorgungseinheiten entsprechen und jeweils
an den Stromversorgungseinheitsausgangen ange-
ordnet sind, wobei die Stromversorgungsschaltung
weiter Umschaltschaltung umfasst, die funktionsfahig
ist, die Lastschaltung selektiv von der zweiten Strom-
versorgungseinheit in einen geschlossenen Strom-
kreis mit der ersten Stromversorgungseinheit und
den Kraft- und Messleitungen der ersten und zweiten
Stromversorgungseinheiten zu platzieren.

8. Ein Leistungsstromkreis nach einem beliebi-
gen vorhergehenden Anspruch, wobei die Lastschal-
tung (36) weiter eine Validierungsschaltung (80, 82)
umfasst, die an die Stromerzeugungsschaltung (60)
gekoppelt ist, um den dynamischen Betrieb der
Stromerzeugungsschaltung (60) bei einer Last zu va-
lidieren.

9. Stromversorgung nach Anspruch 8, wobei die
Validierungsschaltung Widerstandslastschaltung und
kapazitive Lastschaltung umfasst.

10. Automatische Prifeinrichtung (10) zum Pri-
fen eines Messobjekts, die eine Stromversorgungs-
schaltung nach einem beliebigen vorhergehenden
Anspruch umfasst.

11. Automatische Prifeinrichtung zum Prifen ei-
nes Messobjekts, wobei besagtes Messobjekt auf ei-
ner Bauelementplatte angeordnet ist und wobei die
automatische Prufeinrichtung umfasst:
eine Computer-Workstation;
einen Prufkopf, der an die Computer-Workstation ge-
koppelt ist; und
eine Messobjektstromversorgung, wobei die Mess-
objektstromversorgung eine  Stromversorgungs-
schaltung (30) nach einem beliebigen der Anspriiche
1 bis 9 umfasst, die im Prifkopf angeordnet ist, um
Strom flir das Messobjekt zu generieren.

12. Verfahren zum Kalibrieren einer ATE-Strom-
versorgungsstrommesseinheit (62) ohne Loskoppeln
eines Halbleiterprifgerats von einer Bauele-
ment-Handhabungsvorrichtung, wobei die Bauele-

ment-Handhabungsvorrichtung ein Messobjekt mon-
tiert, die ATE-Stromversorgungsstrommesseinheit
anfanglich an das Messobjekt gekoppelt ist und wo-
bei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
Selektieren einer Pruflast ("In-Tester") Last mit einer
bekannten Impedanz;

Ersetzen des Messobjekts mit der Priiflast, sodass
die ATE-Stromversorgungsstrommesseinheit (62) an
die Priflast gekoppelt ist;

Messen des Stroms von der Stromversorgung zur
Priflast mit der Strommesseinheit;

Bestimmen einer zweiten Messung des Stroms durch
Erkennen der Spannung uber die Priflast und teilen
des Spannungswerts durch die bekannte Impedanz;
Vergleichen der ersten und zweiten Messungen, um
Offsetstrom zu berechnen; und

Zuordnen von Kalibrierwerten, um fiir den berechne-
ten Offsetstrom zu kompensieren.

13. Verfahren zum Validieren einer Messobjekt-
stromversorgung ohne Loskoppeln eines Halbleiter-
prufgerats von einer Bauelement-Handhabungsvor-
richtung, wobei die Bauelement-Handhabungsvor-
richtung ein Messobjekt montiert, die Stromversor-
gung anfanglich an das Messobjekt gekoppelt ist und
wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:
Selektieren einer dynamischen Priflast ("In-Tester"
Last) mit veranderlichen dynamischen Lastkennwer-
ten; Ersetzen des Messobjekts mit der Priflast, so-
dass die Stromversorgung an die Priflast gekoppelt
ist;

Antreiben der dynamischen Priflast mit der Strom-
versorgung; und

Bestatigen, dass die Stromversorgung wahrend des
Antriebsschritts innerhalb vorbestimmter Perfor-
mance-Parameter arbeitete.

14. Verfahren nach Anspruch 13 der Validierung
einer Messobjektstromversorgung, wobei die Strom-
versorgung erste und zweite parallel angeordnete
Stromversorgungseinheiten umfasst, jede Stromver-
sorgungseinheit schaltbar Uber jeweilige Kraft- und
Messleitungen an das Messobjekt gekoppelt ist und
jede Einheit jeweilige erste und zweite dynamische
Priuflasten aufweist und wobei das Verfahren folgen-
de Schritte umfasst:

Selektieren der ersten Stromversorgungseinheit zum
Koppeln an das Messobjekt; Ersetzen der Priflast,
die mit der zweiten Stromversorgung assoziiert ist,
mit dem Messobjekt;

Antreiben der zweiten Priiflast durch die jeweiligen
Kraft- und Messleitungen mit der ersten Stromversor-
gungseinheit; und

Bestatigen, dass die erste Stromversorgung wahrend
des Antriebsschritts innerhalb vorbestimmter Perfor-
mance-Parameter arbeitete.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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